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Diamantové vrstvy nacházejí uplatnění v mnohých oblastech průmyslu. Nároky na vlastnosti těchto vrstev se s rozvojem průmyslu stále zvětšují, pro aplikace v N/MEMS je nutné mít hladké tenké vrstvy. Z tohoto důvodu je v současné době snaha o depozici diamantových vrstev s malou velikostí krystalů (menší než 500 nm), tedy nanokrystalických (NCD) a ultrananokrystalických (UNCD) diamantových vrstev. K depozici NCD a UNCD vrstev se nejčastěji používá mikrovlnná a vysokofrekvenční PECVD a jako metoda přípravy substrátu se používá zdrsnění povrchu diamantovým prachem nebo nukleace pomocí předpětí.

UNCD vrstvy byly deponovány v mikrovlnném plazmovém reaktoru zvonovitého tvaru typu ASTeX bell jar ve směsi metanu s vodíkem. Pro nukleaci diamantové vrstvy na křemíkovém substrátu byla použita metoda využívající aktivaci substrátu pomocí energetických iontů urychlených stejnosměrným předpětím (metoda BEN). Držák substrátu byl pro využití této metody speciálně upraven, bylo na něho přivedeno vysokofrekvenční napětí a díky vlastnostem kapacitně vázaného vysokofrekvenčního výboje se zároveň vytvořilo stejnosměrné samopředpětí. Aplikace vysokofrekvenčního předpětí během celé depozice zajišťuje renukleaci vrstvy, díky tomu je velikost krystalů stále stejná, tedy nedochází ke vzniku tzv. sloupcové struktury, kde se velikosti krystalů postupně zvětšují.

Vrstvy byly charakterizovány hloubkově rozlišitelnou vtiskovou technikou (FISCHERSCOPE H100 XYp a Nanoindenter XP vybaveného funkcí kontinuálního měření tuhosti CSM), rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM), mikroskopem atomárních sil (AFM), pro zjištění optických vlastností vrstev byla použita metoda kombinující víceúhlovou spektroskopickou elipsometrii se spektroskopickou fotometrií v odraženém světle při téměř kolmém dopadu. Rms drsnost byla určována zpracováním dat naměřených na AFM pomocí programu Gwyddion.
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